
























专利名称(译) 具有检查薄膜晶体管的有机发光显示装置

公开(公告)号 US8957419 公开(公告)日 2015-02-17

申请号 US13/794935 申请日 2013-03-12

[标]申请(专利权)人(译) 金广海
金东GYU
JUNG关旭
KWON OH SEOB
金武金

申请(专利权)人(译) 金，广海
金东奎
JUNG，关旭
KWON，OH-SEOB
KIM，MOO-JIN

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 JIN GUANG HAI
KIM DONG GYU
JUNG KWAN WOOK
KWON OH SEOB
KIM MOO JIN

发明人 JIN, GUANG-HAI
KIM, DONG-GYU
JUNG, KWAN-WOOK
KWON, OH-SEOB
KIM, MOO-JIN

IPC分类号 H01L27/32 H01L21/66 G09G3/00

CPC分类号 H01L27/3244 H01L27/3276 H01L22/34 G09G3/006 G09G3/3208 H01L51/0031 H01L2251/568

优先权 1020120126158 2012-11-08 KR

其他公开文献 US20140124745A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种有机发光显示装置及其检查方法，所述有机发光显示装置包括多个
子像素;多个导线部分连接到子像素，多个导线部分包括至少两条彼此并
联连接的导线;检查薄膜晶体管（TFT）设置在导电线的至少一条导线的
一端和两端附近，并且彼此并联连接。
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